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１１１１．．．．目目目目的的的的：本研究プロジェクトでは，放射光軟Ｘ線を用いた表面化学分析の新しい方法論

を開発と，それを用いた金属・半導体単結晶表面上の原子，分子の構造とその電子状態，

表面化学反応ダイナミックスの研究，磁性薄膜吸着系に関しては磁気的性質も併せて調べ，

原子構造，電子状態，磁気構造の間の相関を調べることを目的としている。

２２２２．．．．装装装装置置置置・・・・方方方方法法法法論論論論のののの開開開開発発発発

(a)分光器の性能評価を行い，偏光磁石 BLとしては世界に対抗できることを確認した 1)。

(b)エネルギー分散型表面XAFS法を改良改造し，数十秒で良質の単原子吸着表面のNEXAFS

測定が可能となった２）。

(c)エネルギー掃引型，角度掃引型Ｘ線光電子回折実験を可能にした３）。

(d)深さ分解 XMCD法を開発し，磁気構造の深さ依存性を観測することが可能となった４）。

３３３３．．．．応応応応用用用用研研研研究究究究（（（（２２２２００００００００２２２２年年年年のののの成成成成果果果果））））

(a) Au(111)表面メタンチオール自己組織化膜の光電子回折法による構造解析 3)

(b) Pt(111)表面上の CO+Oの酸化反応の機構解明 5)

(c) 磁性薄膜の化学吸着によるスピン再配列 6)

(d) 有機分子薄膜の XEXAFSによる配向研究 7)
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